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Urzadzenie do pomiaru profilu wiazki czgstek natadowanych

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do pomiaru profilu wigzki czastek natadowanych. Wynalazek ma
zastosowanie w konstrukcji akceleratoréw, implantatoréw jonéw, kineskop6w, spawarek elektronowigzkowych
i w dziedzinach zblizonych. Znane dotychczas metody wyznaczania profilu wiazki czastek natadowanych pole-
gaja na przemiataniu przekroju wiazki przy pomocy sond drutowych oraz rejestracji pradu zbieranego przez te
sondy. Przyktadem sondy drutowej jest uktad rejestrujacy réznice pradéw dwéch rc’)wnoleg}ych pretéw o nieco
réznych dtugosciach, usytuowanych tak, ze prety przemiataja wspdlnie potowe pl'leer]U wigzki przy czym
korice pretéw przemieszczajg si¢ wzdluz srednicy wiazki (J.G.Siekman at al, Journ. of Phys, E: Scientific Instr. 8,
391-395, 1975). Prety te umocowane sg w obrotowym uchwycie. Jeden z pretéw w znanym urzadzeniu pota-
czony jest poprzez ttumik z jednym z wejs¢ oscyloskopu réznicowego natomiast drugi z pretéw potaczony jest
poprzez element opéZniajacy z drugim wejsciem oscyloskopu.

W urzadzeniu wedtug wynalazku sonde stanowia dwa jednakowe prety umocowane we wspdlnym uchwy-
cie. Prety s3 tak dtugie, ze sonda przemiata caly przekrdj wiazki. Kazdy z pretéw potaczony jest poprzez
rezystor do masy. Spadki napigcia z rezystoréw doprowadzone s3 do dwu wejs¢ elementu rézZnicowego.

Zaletg urzadzenia wedtug wynalazku w poréwnaniu ze znanym urzadzeniem jest prostota uktadu, brak linii
opO6Zniajacej i uktadu kompensacji ttumienia przez nig wprowadzanego.

Wynalazek jest blizej objasniony w przyktadzie wykonania odtworzonym na rysunku przedstawiajacym
schemat blokowy urzadzenia.

Pole przekroju wigzki czastek natadowanych 1 przemiatane jest w kierunku x zespotem dwéch pretéw 2
umieszczonych we wspélnym uchwycie 3. Spadki napi¢é na rezystorach 4 wywotane przez prady kazdego
z pretéw sa doprowadzone do obu wejs¢ elementu réznicowego, stanowiacego wzmacniacz réznicowy S, a naste-
pnie steruja ptytki odchylania pionowego oscyloskopu 6. Rozktad radialny gestosci pradu j(r) wiazki czastek
natadowanych obliczany jest przy pomocy réwnania.

I /x/dx
jit| = nwt V;! — 12

gdzie (I(x) jest pradem sondy, t oznacza grubos¢ preta, natomiast w jest odlegloscm migdzy pretami.
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Urzadzenie do pomiaru profilu wigzki czastek natadowanych z zastosowaniem dwdch réwnoleglych
pretow przemiatajacych pole przekroju wigzki,znamienne tym, Ze prety (2) sq;ednakowe a ich dtugos¢é
jest dobrana tak, ze sonda przemiata caty przekrdj badanej wiazki.
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